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НЕЙТРОННА РЕФЛЕКТОМЕТРІЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТРУКТУРИ ТОНКИХ ПЛІВОК 

ПОЛІМЕРНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ. МОДЕЛЮВАННЯ  

 

Змодельовано експеримент із нейтронної рефлектометрії  при дослідженні структурної організації фулеренів 

у полімерній матриці в тонких плівках. Розглянуто декілька фізично обґрунтованих моделей структурної 

організації фулеренів у нанокомпозитах – рівномірний розподіл, їхня концентрація в шарі на поверхнях 

полімеру та підкладки. Проведений аналіз результатів указує на можливість застосування нейтронної 

рефлектометрії при дослідженні структури тонких плівок із масовою концентрацією фулеренів, що перевищує 

1 %. 
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НЕЙТРОННАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ. МОДЕЛИРОВАНИЕ  

 

Моделируется эксперимент по нейтронной рефлектометрии при исследовании структурной организации 

наночастиц фуллерена в тонкой пленке полимерного нанокомпозита. Рассмотрены несколько физически 

обоснованных моделей структурной организации наночастиц - равномерное распределение, слой у положки и 

возле поверхности полимера. В результате расчетов показано, что определение структурной организации 

наночастиц в тонких пленках нанокомпозита возможно при массовой концентрации фуллеренов, 

превышающей 1 %. 

Ключевые слова: нейтронная рефлектометрия, тонкие пленки, полимерные нанокомпозиты, полистирол, 

фуллерены. 
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NEUTRON REFLECTOMETRY FOR STRUCTURAL STUDIES IN THIN FILMS 

OF POLYMER NANOCOMPOSITES. MODELING 

 

Experiment on neutron reflectometry is modeled during the study of the structural organization of fullerence 

nanoparticles in a thin film of a polymer nanocomposite. Several physically based models of structural organization of 

the nanoparticles in polymer matrix are considered – in particular the uniform distribution, dense substrate layer, a layer 

on the surface of a polymer. The calculations show that it is possible to apply neutron reflectometry for clarifying the 

structural organization of nanoparticles in the nanocomposites with the mass concentration of fullerenes exceeding 1 %. 

Keywords: neutron reflectometry, thin films, polymer nanocomposites, fullerenes. 
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